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3糎波にわける誘電率測定について

森　　　　　　　　弘

（昭和33年11月10日受理）

Hiroshi　M0Rエ：On　the　Measurement　of　the　D1e1ectr1c　Constant

　　　　　　　at　the　Frequency　of9700MC／s．

（且）緒　　　　言

　Surher　and　Couchの方法によつて導波管の一端に誘電体の試料をつめ，この平流率を測定

し夕誘電率やt＆nδを求める場合ヲ試料の厚さは計算式の中には，でてこないのであるが実際

にどの程度にすれぱよいであろうか。

　この目標を達成する一端として，Cety1A1coho1，Myristy1A1cob1，Stea1i1A1coho1等を試

料として厚さを少しづつ変えた場合の3糎1波におげる測定をしてみた。

（2）測定装置
　第1図は測定装置のB1ockdi・gramを示す。

（I）Wa▽e　guide；切口1．27×1．10・mの矩形導波管。TE、。一modeを使用。材料は厚さ

1．5mmの真鎌板からなつている。

　（皿）S．W．D．；Probeの移動はネジ送り式としまたProbeの長さもネジにより徴細調整

　　　　　　　　　　　　　　1
が出来る。目盛は遊尺により面m1皿まで読取り得る。

　（皿）　K1ystron，2K25（～101MC）

　（I▽）Ce11；内面銀メッキ

　（y）　Crysta1rect1丘er，1N23

　（W）Refrectmg　temmat1on，Short　c1rcu1t，Open　c1ru1tの場合は夫々可変短絡装置のネ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ジ送り式にピストソを動かして，正しく0またはτλgに保つ。

　（W）　Crysta1Current皿eter，10皿1croammeter

　（、孤）Power　Suyp1y，UY807B，6sJ7，定電圧放電管VRgo／602個で空洞に300Vo1t，反射

電極に200Vo1tまでかげることが出来る。

（3）測　　定　　法
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　　A2ρ1ρゾtanθ1tanθ2

　’B＝1一ρ工ρ2tanθ工tanθ2

　　C＝ρ1tanθ工十ρ2tanθ2

　　D＝ρ1tanθ2＋ρ2tanθユ

　ここにθ1θ2はShortcircuit，

OPe丘circuitに応ずるもので　　　　　　　　　　　　　（第1図）

　　2π　　　　　2π
θ・＝万・・θ・τ・・で与えられる・λ・は管内波長である・・…は試料があるときの定
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在波のmmmum　sca1eと試料の代りに金属板があるときの定在波の相隣るがより遠くにある

mnmu皿sca1eとの差である。　また　ρ2ρ、

は夫々Open　c1rcu1t，Short　c1rcu1tでの電圧

定在波比（VSWR）である。
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（4）測定結果 3．00

　¢）Crysta1の検波特性（第2図）大体自乗　　250

検波をなすものとみてよい。

　（2）第3図はCety1A1coho1（C。。H。。OH，融　200

点49℃比重O．798）について29℃～26℃で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃0
の結果で，管内波長は4．21cm．であつた。図

において横軸は試料の厚さで各々共通とし，縦Z00

軸のρ，tanθで⑱，○印は夫々short　c三rcuit，

Opencircuitでの値で，これは第4図も同じに　　α50

とつてある。

　③第4図はMyristy1A1coho1（CH、、H、、　　　　050　／00　／50　”似伽宗勾

OH，融点38℃比重O．824）についての16℃～　　　　　　　　　（第2図）

18℃におげる結果であつた。管内波長は同じく4．21cm．。

　任）第5図はStea1i1A1coho1（CH。（CH。）j．CH．OH融点58℃比重O．812）について15℃

～18℃での結果であつた、管内波長は同じ4．21cm．である、
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（第3図）
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（第4図）
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（第5図）

（5）　結　　　　び

複素誘電率，tanδを求める計算式を変形すると

≒午柵鵠）（母畿）

　第3図，第4図でρ，tanθは試料の厚さの増加と共に小さくなつてゆく。従つて上式の右

辺でのρゴtanθエ，ρゴtanθ・等は1に比して極めて小さいものとなる。このときは分母はいず

れも1とみてよい場合が起るであろう。

　また吸収が少く，即ち試料の厚さが小さいとき反射係数の実数項は殆んど1となるようにな

り，このときρは極めて大となる。第3図，第4図で得られたように位相変化も大きい。従

つてρゴtanθ・，ρ・tanθ・等は極めて大となりこのとき上式からρの測定困難の為特にε”は

不安定な値となるであろう。またε！は小さくなる傾向をもつであろう。

　結局ρ・tanθ・，ρ・tanθ・の大きさが1に比して大きな差がないように試料の厚さをきめるべ

きではなかろうか。
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Sumnrary 

By the method that W. H. Surber and G. E. Crouch have given, the author has measu-

ered the compiex dielectric constant of n-higher alcohols at the Frequency of 9700MC/S, 

by altering the length of the sample in the cell. 

Then the author has studied on the most adequate length of the sample in the cell 

for this method. 


